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まえがき 

この 規格 は， 工業 標準化 法 第 14 条 によって 準用す る 第 12 条第 1 項の 規定に 基づき， 社団法人 日本 空気 
清浄 協会 (JACA)/ 財団法人 日本規格協会 (JSA) から ，工業 標準 原案 を 具して 日本工業規格 を 改正す べきとの 
申出が あり， 日本 工業 標準 調査 会の 審議 を 経て， 経済 産業 大臣が 改正した 日本工業規格 である。 

これによ つて， JISB 9920 ： 1989 は 改正され， この 規格に 置き換えられる。 

改正に 当たって は， 日本工業規格と 国際規格との 対比， 国際規格に 一致した 日本工業規格の 作成 及び 日 
本 工業規格 を 基礎に した 国際規格 原案の 提案 を 容易に する ために， ISO 14644-1: 1999， Cleanrooms and 
associated controlled environments 一 Part 1 : Classirication of air cleanliness を &fi 楚と して 用い/こ。 

この 規格の 一部が， 技術的 性質 を もつ 特許権， 出願 公開 後の 特許 出願， 実用新案 権， 又は 出願 公開 後の 
実用新案 登録 出願に 抵触す る 可能性が ある こ と に 注意 を 喚起す る。 主務大臣 及び 日本 工業 標準 調査 会 は， 
このような 技術的 性質 を もつ 特許権， 出願 公開 後の 特許 出願， 実用新案 権， 又は 出願 公開 後の 実用新案 登 
録 出願に かかわる 確認に ついて， 責任 はもたない。 
JISB9920 に は， 次に 示す 附属 書が ある。 

附属 書 A (参考） 清浄 度 クラス （表 1) の グラフ 表示 

附属 書 B (規定） 光 散乱 式 粒子 計数 器に よる 清浄 度 クラスの 評価 方法 

附属 書 C (規定） 粒子 濃度 測定 結果の 統計 処理 

附属 書 D (参考） 対象 粒径 範囲 外に ある 粒子 濃度の 表示 法 

附属 書 E (規定） 逐次 サン プリ ング による 評価 法 

附属 書 1 (参考） JIS と 対応す る 国際規格 と の 対比 表 



(I) 
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日本工業規格 JIS 

B 9920 ： 2002 

ク リーン ルームの 空気 清浄 度の 評価 方法 

Classification of air cleanliness for cleanrooms 

序文 この 規格 は， 1999 年に 第 1 版と して 発行され た ISO 14644-1, Cleanrooms and associated controlled 
environments— Parti ： Classification of air cleanliness を 翻訳し， 技術的 内容 を 変更して 作成した 日本工業規格 
である。 

なお， この 規格で 点線の 下線 を 施して ある 箇所 は， 原 国際規格 を 変更して いる 事項で ある。 変更の 一覧 
表 を その 説明 を 付けて， 附属 書 1 に 示す。 

1. 適用 範囲 この 規格 は， クリーンルーム 及び これに 関連す る 制御され た 環境 （以下， クリーンルーム 
施設と いう。） における 空気 清浄 度の 浮遊 微粒子 濃度に よる クラス 分類 及び その 評価 法に ついて 規定す る。 
分類 は， 粒径 0.1 jin ！〜 5 |im の 範囲に おける 粒径 以上の 累積 個数 濃度に よって 行う。 ただし， 粒径 O.lpn 
未満の 超 微粒子と 5 pm を 超える 粗大 粒子に ついては， それぞれ U 表示， M 表示で 表す ことができる。 

この クラス 分類 は， 浮遊 微粒子の 物理的， 化学的 性質 を 特徴 付ける ために 用いて はならない。 また， こ 
の 規格で 規定す る 粒径と 上限 濃度との 関係 は， クラス 分類 を 行うた めの もので， 実際の 粒径 分布 を 表す も 
ので はない。 

備考 この 規格の 対応 国際規格 を， 次に 示す。 

なお， 対応の 程度 を 表す 記号 は， [SO/1EC Guide 21 に 基づき， IDT (—致して いる）， MOD 
(修正して いる）， NEQ (同等で ない） とする。 
ISO 14644-1 ： 1999， Cleanrooms and associated controlled environments 一 Parti ： Classincation of air 
cleanliness (MOD) 

k_ 甩缚 ^^摱 ば？ jyt^-^^iy^^n き ぶ丄^ よ や jytQ 墨 室 p 二 育も* 搆惑: t 

え? tQH …舅 _ 計 二 覆 靈乜^ t ニ箦丄 都__ し 確 空 及び 二き ま 計 _疆 

ョ > え ミネ 二お 丄ヒ コど上 p 二-ノレ 週 pg 

3. 定義 互 Q 爆-格-で 標ヒ §_ ま-な- 歷露浸 はまき は-し— fli みれ 22 -，_--fl-! も" — 2 A— 1 び 

ici Sc.. 

3.1 —般 

3.1.1 清浄 度 クラス (classification of air cleanliness) ク リーン ルームに 適用され る 浮遊 微粒子に よる 空気 
清浄 度の 等級。 クラス N で 表され， 対象と なる 粒径に 対する 上限 濃度 （空気 lm 3 当たり 粒子 数） を 示す。 
備考 1, 空気 清浄 度の 等級 は， 4.2 の 式 (1) による^で 表し， クラス N と 表記す る。 
2. クラス 1 〜クラス 9 までが 適用 範囲で ある。 
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3. 清浄 度の 等級と して， 中間 クラス を 用いる ことができ， 最小の 区切り を 0,1 とする。 すな わ 
ち 中間 クラス は， クラス 1 . 1 〜クラス 8.9 ま で 表記す る こと がで き る 。 

4. クラス は， 施工 完了 時， お 造 装置 設置 時 及び 通常 運転 時の クリーンルームの 占有 状態 （3.4 
参照） のい ずれに おいても 適用で きる。 

3.2 浮遊 微粒子 (airborne particle) 

3.2.1 粒径 (particle size) 浮遊 微粒子の 測定装置に よ つ て 計測 される 球体の 相当 直径。 

備考 光 散乱 式 自動 粒子 計数 器で は， 浮遊 微粒子の 粒径 は 光 散乱 相当 径 である。 
3.2.2 粒径 分布 (particle size distribution) 粒径の 関数と しての 粒子 累積 濃度。 
3.2.3 超 微粒子 (ultrafine particle) 粒径 0.1 (im 未満の 粒子。 
3.2.4 粗大 粒子 (macroparticle) 粒径 5 ^mi を 超える 粒子。 
3.2.5 繊維 状 粒子 (fibre) アスペクト 比が 10 以上で ある 粒子。 
3.3 粒径 範囲 以外の 粒子 濃度の 表示 方法 (descriptors) 

3.3.1 U 表示 (U discriptor) 超 微粒子 を 含む 空気 1 m 3 当た り の 浮遊 微粒子 濃度の 表示 方法。 
3.3.2 M 表示， discriptor) 空気 1 m 3 当たり の 粗大 粒子 濃度の 表示 方法。 
3.4 占き 状態 (occupancy states) 

3.4.1 施工 完了 時 (as-built) 施工が 完了し， 設備が 接続され， クリーンルーム 施設が 運転され ている 力、 
生産の ための 装置， 器具， 作業 者の ない 状態。 

3.4.2 製造 装置 設置 時 (at-rest) 施工が 完了し， クリーンルーム 施設が 運転され ており， 生産の ための 装 
置が 設置され， 使用者と 供給者との 協議に よる 状態の 運転が 行われて いる 力 N 作業 者が いない 状態。 
3.4.3 通常 運転 時 (operational) 設備が 指示 どお り に 機能 してお り， 指示 どお り の 人数が 適切な 方法で 活 
動して いる 状態。 
3,5 ±0?3____ 

3,5.1 _ …- た g 體醒 My ゆ) —え リニ ヒ生 二: 適 室 粒 ま 邁^^ 窆きゃ 赞 ぶ^ 11 着かん… 《 

塞 遠!^ 遞 え^: 二？^ 上上^^ によ- 隨丄 1 で 進 g_L な歷 襞値? 適 室 点 1^:ぇせ場 含に a ヒ ^ュ 

平^ 丽荬啟 にお-は^ 歷 均 匿 藍 

3,5.3 …― 平^ リ荬^ 歷 g あ 瘦整チ 驚 度 せ 室 控蓮ヒ 

ぉん__--1^?>スリ>ク1^^第.__.备厘室^^^翊^1鐘昀ど_6とヒ，__測窓^た|^1:£きぶ1ヒズ_ 1 ぇ_ヒ£ 

室 M 霉か^ 撥 待-き 歴臈ょ 麓に ェき i ^ええ^^ 遛否 *荆 室 清 逢 S ク^：? _1；^ま. 

S およ 空閬 ^玉 L 

3,5.5 … 上歴 参薩… 三ヌ: 'ぇ_ ヒダ 歷 価; ヒら扛 あ. き 粒 ±ii ^王^ teffl 室. 

^5A--_TJ1 参體— 遂 逸-せ:^ ズ i ヒグ ffi 価ま^:^ S ヒ^^ あ- き n を 粒チ倜 £ヒ 塑^ 判 意^ 

き^-る—。… 

お,？… 瘦きれ ^Hl^iL- 逶 速せ- ヒズ _リ之£輕舰 友 後で 歷ヒ^ お おで^きれ ょ歴穩 星猜 
せ z ズリ. ど ダ窒鱼 囂^^ ftS! えす し^ s^ti^) 塑 g 傳 二 

ぉ1_ …計 11 きれ^ せ— ヒズ- リ上ダ 評 舰友逄 で a ヒ ちお！^… 計 週德せ i 隳倜赘 

4. 清浄 度 クラス 

4.1 占有 状態 クリーンルームの 清浄 度 クラス は， 3 種類の 占有 状態， すなわち "施工 完了 時"， "製造 装 
置 設置 時" 又は "通常 運転 時" のうち 一つ 以上の 状態で 定義され る (3.4 参照)。 
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4.2 クラス 数 浮遊 微粒子の 清浄 度 は， クラス 数 W で 指定され る。 それぞれの 対象 粒径 D の 上限 濃度 & 

は， 次の 式で 定義され る。 

ヽ 2.08 



C n ビぼ v x( 

こに， に 



0.1 

下 



(I) 



m 3 当たり）。 粒径 D 以 



浮遊 微粒子の 上限 濃度 （空気 
上の 粒子 を 対象と する。 

G は， 有効数字 3 けたと し， 端数 は 切捨てと する。 
N', クラス 数。 1〜9。 中間 クラス は U〜8.9。 
D: 測定 粒径 （pm)。 
0.1 ： 定数 （jLlm)。 

表 1 に 清浄 度 クラスと 測定 粒径 ごとの 上限 濃度 を 示す。 附属 書 図 A.1 は， 表 1 を グラフで 表示した もの 

である。 表 中に ない 中間 クラス 及び 測定 粒径の 場合に は， 上限 濃度 c; は 式 (1) による。 



表 1 清浄 度 クラス 



清浄 度 

クラス (AO 


上限 濃度 (個/ ■ 


測定 粒径 


0.1 (Im 


0.2 (Llm 


0.3 JLlm 


0.5 |Llm 




5 |i m 


クラス 1 


10 












クラス 2 


100 


24 


10 


4 






クラス 3 


1 000 


237 


102 


35 


8 




クラス 4 


10 000 


2 370 


1 020 


352 


83 




クラス 5 


100 000 


23 700 


10 200 


3 520 


832 


29 


クラス 6 


1 000 000 


237 000 


102 000 


35 200 


8 320 


293 


クラス 7 








352 000 


83 200 


2 930 


クラス 8 








3 520 000 


832 000 


29 300 


クラス 9 








35 200 000 


8 320 000 


293 000 



備考 有 劾 数字 3 けた 以内の 濃度 データ を 使用して， 分類 レベル を 決定す る。 



4.3 清浄 度に 関する 仕様の 表記 ク リーン ルームに おける 浮遊 微粒子の 清浄 度に 関する 仕様の 表記に は， 

次の 項目 を 含める ものと する。 

a) "クラス^， で 表示され る クラス 数 

b) 占有 状態 

c) 対象 粒径 及び その上 限 濃度 

例 クラス 4 ； 通常 運転 時 ； 0.2 ^im(2 370 個/ m 3 )， 1 ^im(83 個/ m 3 ) 
対象 粒径 は， 当事者 間の 協議に よって 決定され る。 
対象 粒径が 複数の 場合， 2 粒径の 比 は 1.5 倍 以上で なければ ならない。 

例 D 2 ^1.5xDi 

こ こに， D い D 2 ： 対象 粒径 



5. 空気 清浄 度の 実証 

5.1 原則 使用者が 指定した 空気 清浄 度 （清浄 度 クラス） の 実証 は， 使用者と 供給者との 合意に 基づく， 
文書 化 し た 試験 手順に よって 実施され， 試験 結果 と 試験 条件 と を 記し た 報告書 を 提示す る ことによってな 
される。 
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5.2 試験 実証す るた めの 評価の 方法 は， 附属 書 B による。 同等の 精度 を もつ 代替 方法 を 規定す る こと 
も 可能で あるが， 方法が 指定され ていない 場合 及び 同意に 至らなかった 場合 は， 参照 試験 方法 を 採用し な 

ければ ならない。 ただ 丄しク _ えろ かち 藍 g ^遣 體ク 立：^" iffi で 晝 1 に更: ヒズ リ_三 

え (こ— よ- i こ— お^: きも- - 

実証 試験 に は， 校正され た 機器 を 使用し なければ ならない。 
5.3 浮遊 微粒子 上限 濃度 附属 書 B の 方法に よって 試験 を 終了した 後， 平均 粒子 濃度 及び 必要に応じて 
95 % 上側 信頼 限界 を， 附属 書 C を 用いて 算出す る。 附属 書 C の 式 （C.1) によって 算出した 平均 粒子 濃度 
は， 4.3c) で 合意した 対象 粒径に 対して， 4.2 の 式 (1) によって 算出した 上限 濃度 を 超えて はならない。 また， 
測定 点数が 2〜9 の 場合， 附属 書 C の 式 （C.3) に 従って 算出した 95% 上側 信頼 限界 は， 上限 濃度 を 超えて 
はならない。 

附邁 鬣も^^ 慫ヒ墜 奮 終 I 丄？ ^1 鱼，… t^^^fflM^ でよ 退 溝 S 耷 はな A な 
继粒逕 が 邁^^ 場 食 あ… ええろ^^ (^立 ゆ^) 粒 ま 溝 度 あ… 図ぶ 友 後で g ^しな はおば； ^灸^^ ヒ 
5.4 試験 結果 クリーンルーム 施設に おける 試験 結果 は， 記録し， 報告書と して 提出し なければ ならな 
い。 報告書に は， 浮遊 微粒子の 仕様 清浄 度 クラスに 対する 適合 又は 不適 合 を 明記 するとと もに， 次の 内容 
が 含まれなければ ならない。 

a) 試験機 関の 名称， 所在地， 試験 実施 日 

b) JIS 及び ISO 番号 及び 発効 （行） 年 

例 JIS B 9920 ： 2002 [ISO 14644-1 ： 1999 (E)] 

c) 試験 対象の クリーンルーム 施設の 位置 （必要で あれば 隣接 部分の 情報 を 含む） 及びす ベての 測定 位置 
の 情報 

d) ク リーン ルーム 施設に おける 清淨度 クラス， 占有 状態 及び 対象 粒径に 関する 合意 仕様 事項 

e) 試験 方法の 詳細情報 特別の 試験 条件 及び 除外 条件 並びに 使用した 装置 及び 機器の 校正 証明書 

f) 試験 結果の 詳細 すべての 測定 点の 粒子 濃度 データ を 含む。 

備考 超 微粒子 又は 粗大 粒子の 濃度 を 附属 書 D に 従って 測定した 場合， 関連す る 情報 を 報告書に 表記 
しなければ ならない。 

^…邀 ま び I？ 讓^— ^1$ 楚醒匿 Pitt 度え えろ えき なや 札. H ニ^ krrA 纏. 
設を 定期的に 試験す る ことが 必要で ある。 試験 条件 を 表 2 に 示す。 



表 2 粒子 計測 試験 及び 試験 頻度 



清浄 度 クラス 


^大ョ 式 験 


試験の 方法 


クラス 5 よ り 清浄な クラス 


6 力、 月 


附属 書 B 


クラス 5 を 超える クラス 


12 か 月 


附属 書 B 



備考-し- 15? 計測^^ も，… 1 赏に之 2 ニ^ k ニム 施設の 通常 運転 時で S 施す る。 また， 指定 さ 
れた 清淨度 クラス の 分類に 従い， 製造 装置 設置 時で も 実施す る ことがある。 



リーン ルーム MS にお 卜て， 浮^ M 粒子 濃度と 差 圧と を 連^ 的 又は 多 頻度 （60 分以 

|丄_で や:^ ぇリ- ヒ^] せ: s^:?n__s^ffiM^ 隔 講 や-う _ぇ 延 ft:tnt^:? 

.き_ お-ふ^ 鱼ぉ 禿:!::？^ ええ ヒ^^ Ml き え-レス 保管 してお 
く こ とが 必要で ある。 



著作権法に よ り 無断での— fe+rf はお 1.1： さ れ てお り ま す。 
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附属 書 A (参考） 清浄 度 クラス （表 1) の グラフ 表示 

図 A.1 は， 本体の 表 1 に 示した 清浄 度 クラスの グラフ 表示で ある 力ち 表示 目的 だけに 使用す る。 表 1 の 
クラス は， 対象の 限界 粒径に 対する 上限 濃度 を 示す ものである。 その 数値 は， 4.2 の 式 (1) によって 算出 さ 
れる。 図 中の 線 は， 単に 上限 濃度 を 近似した もので あり， 上限 値の 決定に は 使用して はならない。 グラフ 
に 示された クラスの 線の 両端 は， クラスの 最大と 最小 粒子 径とを 示した ものである。 範 H を 超えて 外 挿し 
て はならない。 クラスの 線 は， 実際の クリーンルーム 施設の 粒径 分布 を 示す もので はない。 




粒径 ひ （ド m) 
図 A.1 清浄 度 クラスの 上限 濃度の グラフ 



浮遊 微粒子 濃度 ら / 

固 



著作 權法 により 雇霸 での ffi^， 載 等 は 禁止され ております。 
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附属 書 『（規定） 光 散乱 式 粒子 計数 器に よる 清浄 度 クラスの 評価 方法 

B.1 原則 清浄 度 クラス を 評価す るた めに は， 設定され た 測定 点に おける 対象 粒径 以上の 浮遊 粒子 濃度 を， 
粒子 計数 器 を 用いて 測定す る。 粒子 計数 器 は 個々 の 浮遊 微粒子に ついて 粒径 別に 計数で きなければ ならな 

い。 

B.2 測定器の 要件 

B.2.1 粒子 計数 器 使用す る 粒子 計数 器 は， 対象の 清浄 度 クラスの 適切な 粒径 範囲の 粒子 濃度 を 検出で き 

る 粒径 弁別 機能 を もつ， 空気 中の 粒子の 個数 と 粒径の 表示 又 は 記録が で き な ければ な ら ない。 適切な サ ン 

プリング 機構 を 備えて いる ことが 必要で ある。 原則として， 光 散乱 式 粒子 計数 器. ぶ!^ ?_タ せ 1 ぶ S 室! ：5 
^^乱さ 皇 ft 粒 fiti^i ヒ を 使用す る。 

B.2.2 機器 校正 測定器 は， 有効な 校正 証明書 を 備えて いなければ ならない。 校正の 頻度 及び 方法 は， 現 

在 容認され ている 要綱に 基づく ことが 望ま しい。 

B.3 予備試験の 条件 

B.3.1 試験の 準備 清浄 度 試験に 先立ち， クリーンルーム 施設の 運転 性能 力 《 完全で あり， 力、 つ， 運転 特性 
が 仕様 どおりに 機能して いる こと を 確認す るた め， 予 備 試験 を 行う。 
予備試験の 例 を， 次に 示す。 

a) 風 量 又は 風速 試験 

b) 差 圧 試験 

c) 誘引 リーク 試験 

d) 設置され た フィルタの リーク 試験 

試験 頻度 を 規定す る 予備試験の 項目 はし 使用者と 供給者との 協議に よる。 一般に は， 表 B.1 とする。— 



表 B.1 予備試験の 項目と 頻度 



試験 項目 


最大 試験 間隔 


風. お 又は 風速 試験 G 


12 か 月 


差 圧 試験 ( 2 ) 


12 か 月 



注 jQ— 風 S は， 気流 速度 又は 空気 流量の 測定法に よって 求められる。 



G ……ふや 壁 垒 通に えれ:？;"^" 室 IM ゆ ま- 1 歷从な 

ぶ^: えり 諮！ i 益， …通常 に_ 指^き .扛 な f 浄! ^^ス^^ぶ. ん… 通常 運^^^ 
お |i 施す^。 

2. 予 j 爾試験 を 要する ク リニ y^— ム 施設に おいて， ^^微粒子 濃度と 差 圧と き _獰 続 的 又は 多頻 

度_— ^)Jr^j ち) __で き 三 之リ 2 ダふ ェヒを S 含:^ あ 秀: 降靈み でに 延最 する こ丄 

力 H お-玉^ i 鱼に！ も_ _ft 歷 Sfl 窀泰： 三え 让 y^^MM^ 記 »t L 二き KJn^ お丄 
こ とが 必要で ある。 



B.3.2 予備試験の 機器 立 上げ 使用 説明書に 従って， 機器 を 立 上げ， 予備校 正 を 行う。 
B.4 サンプリング 

B.4.1 測定 位置の 確定 次の 式 (B.1) によって， 測定 点数の 最少 値 を 求める。 



著作権法 により 無断での 複製， 'お 彼等 はお ih されて おり ます。 
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NL 二 (B.l) 

ここに， N じ 測定 点数の 最少 値 （整数 表示） 

A ： ク リーン ルーム 施設の 面積 （m 2 ) 
備考 1. 一方 向 水平 流 形の 場合， 面積 ズ は 風向に 直角な 断面 積と 考えて よい。 

サンプリング 位置 は， クリーンルーム 施設の 測定 面 内に 均等に 配置し， 高さ は， 作業 面 高 
さとす る。 

使用者が， サンプリング 点数の 増加 を 指示した 場合 は， その 数 及び 位置 を 協^のう ぇ义 ^ 
化しなければ ならない。 
2. 追加 される 測定 点 は， 不可欠で リスク 分析に 基づい た 測定 点 の 場合が あ る 。 
B.4.2 測定 点に おける 測定 当たりの 最少 サンプリング 空気 量の 決定 各 測定 点に おける 最少 サン プリ ング 

空気 量 は， 式 (B.2) による 最少 サンプリング 空気 量 乙 以上と し， サンプリング 時間 は 最少 1 分 間， かつ， サ 

ン プリ ン グ 空気 量 は 最少 2 X 10-W を 満た さ なければ な ら ない。 

K s =1 000x20/C„ w • (B.2) 

ここに， K s : 測定 点に おける 最少 サンプリング 空気 量 （10 一 3 m 3 ) 

C, m ： 当該 仕様 クラスに おける 最大 対象 粒径に 対する 濃度 上 
限 値 （個/ m 3 ) , 
20 ： 粒子 濃度が クラス 上限 値の 場合に 計数が 期待され る 粒 
子 数 

備考 1. に は， 各 測定 点に おける 対象 粒子 径の 中の 最大 粒径の 粒子 濃度が， 選定され た 清浄 度 クラス 
の 上限 値に おいて， 最少 粒子 数で ある 20 個が 検出され る と 推定され る 空気 量で ある。 
2. にが 非常に 大きい 場合， サンプリングに 要する 時間 は 相当な ものと なろう。 逐次 サン プリン 
グ法 （附属 書 E 参照） を 利用す る ことによって， 必要な サンプル リング 空気 量， 及び サン プ 
リ ン グ 時間 を 減じる ことができる。 
B.4.3 サンプリングの 手順 

B.4.3.1 使用 説明書 及び 機器 校正の 証明書に 従い， 粒子 計数 器 (B.2.1) を 立ち上げる。 

B.4.3.2 サンプリング 吸入 端 を 上流に 向けて 置く。 非 一方 向 流 又は 気流 方向 カ坏 確定 若しくは 予測で きな 
い 場合 は， サンプリング 吸入 端 は 上向きに 設置す る。 

B.4.3.3 各サ ン プ リ ン グ点 において B.4.2 で 決定 し た 最少 サ ン プ リ ン グ 空気 量 以上 をサ ン プ リ ン グす る 。 
B.4.3.4 B.4.1 で 求めた 測定 点が 1 点 だけの 場合， その 測定 点で 3 回 以上 サン プリ ング する。 

B.5 結果の 記録 

B.5,1 各 測定 点に おける 平均 粒子 濃度 

B.5.1.1 当該 空気 清浄 度 クラスに 適合した 対象 粒径 （複数） を 本体 3.3 によって， 各々 の 濃度と して 測定 
値 を 記録す る。 

備考 95% 上側 信頼 限界の 計算 を 行う 前に， B.6.1 による 必要 要件 を 考慮す るの が 望ましい。 
B.5.1.2 測定 点が 1 点の 場合， 各 対象 粒径に 対する 測定値の 平均値 を 計算し 記録す る。 
B.5.1.3 測定 点に おいて 2 以上 サンプリング がされた 場合 は， 附属 書 C の C.2 の 手順に 従って， 個々 の 測 
定 粒子 濃度 か ら 各々 の 対象 粒子 径に お け る 平均 粒子 濃度 を 計算す る （B.5.1.1) 。 
B.5.2 95 % 上側 信頼 限界 （UCL) の 計算の 必要な 条件 

B.5.2.1 測定 点数が 2 以上で 9 以下の 場合， 附属 書 C の C.3 に 規定す る 手順に 従い， 全 測定 点数の 平均 粒 
子 濃度 (B.5.1) から， 平均の 全 平均， 標準偏差， 及び 95% 上側 信頼 限界 を 計算す る。 



7? 作^法に よ り 無断での Fg ; M， 転職 等 は ^止されて お り ます。 
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B.5.2.2 測定 点が 1 点の 場合 及び 測定 点が 9 点 を 超える 場合に は， 95% 上側 信頼 限界の 計算 は 不要で ある。 
B.6 結果の 解釈 

B.6.1 クラスへの 適合 条件 各 測定 点に おいて 測定され た 平均 粒子 濃度， 及び 必要な 場合 B.5.2 の 計算 さ 

れた 95 % 上側 信頼 限界が， 4.2 の 上限 値 を 超えて いないならば， 当該 クリーンルーム 施設 は 設定され た 空 
気 清淨度 クラスに 適合して いると みなされる。 

試験 結果が 設定され た 空気 清浄 度ク ラスに 適合し ない 場合， 更 に 追加 さ れた 均等 に 配置 された 測定 点 に 
おいて 再試験 を 行う ことができる。 追加され た 測定 点の データ を 含めた， 再 計算の 結果に 基づき 決定され 

る。 

B.6.2 異常 値の 扱い 95 % 上側 信頼 限界の 計算 結果 は， 設定され た 清浄 度 クラス 上限 値に 適合し ない 場合 

力 ^ ある。 誤りが あると おもわれる 測定 （不適切な 手順 又は 測定器の 故障に よる。） によって 検出され た 異常 
に 高い 1 点の 粒子 濃度 値 又は 異常に 低い 粒子 濃度 値 （例外的な 清浄 空気の 吸引） によって 不適 合と なった 
場合， その 異常 値 は， 次の 条件 を 満たした 場合に は 計算から 除く ことができる。 

a) 残りの すべての 測定 点 を 用いて 再 計算が できる。 

b) 少なくとも， 計算に 必要な 3 個の 測定値が 残って いる。 

c) この 計算から， 1 点の 測定値 以外 は 排除され ない。 

d) 誤りが あると おもわれる 測定 又は 低 濃度 測定値の 推測され る 理由が 明記され， 使用者と 供給者と が 了 
承して いる。 



著作権法に 1 1 無断での 複製， 転載 等 は^ 止 さ れ てお り ま す。 
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附属 書 c (規定） 粒子 濃度 測定 結果の 統計 処理 

c.t 適用 範囲 この 統計 処理 は 測定に 伴う ランダムな 誤差 要因 だけ を 対象と する もので あり， 測定器の 校 
正 不良な どに 起因す る 非 ランダムな 誤差 要因 を 対象と して はいない。 



C.2 各 測定 点に おける 局所 平均 粒子 濃度 (万） の 算出 各 測定 点に おいて 複数回の サン プリ ングを 行った 場 

合に は， その 測定 点に おける 局所 平均 粒子 濃度 は， 次の 式 (C.1) によって 算出す る。 すべての 測定 点に おい 
て 2 回 以上の サン プリ ングを 行い， 式 (C.1) によって 局所 平均 粒子 濃度 を 算出す る。 



― x ; - 1 + X, o + A + x. n 
—— ― 



■ 



. に， 



國 



國 
〜 
n 



測定 点 /における 局所 平均 粒子 濃度 
測定 点 /: に おける サ ン プ リ ン グ ご と の 粒子 濃度 
測定 点/での サン プリ ング 回数 
C.3 95 % 上側 信頼 限界の 算出 

C.3.1 原則 この 手法 は， 測定 点が 2〜9 か 所の 場合に 適用され る。 式 (C.1) によって 算出した 局所 平均 粒子 
濃度 を 用いて 以下の 計算 を 行う。 

C.3.2 空間 平均 粒子 濃度^) の 算出 次の 式 (C，2) によって， 空間 平均 粒子 濃度 を 算出す る。 

=_ ( x { + + // + x m ) • 



(C2) 



に, 



ぶ i 



空間 平均 粒子 濃度 

式 (C.1) に よって 計算した， 各 測定 点での 局所 平均 



粒子 濃度 
m ： 測定 点の 数 

すべての 測定 点での 局所 平均 粒子 濃度 は， 測定 点の サン プリ ング 回数に かかわらず 同様の 重みと する c 

C.3.3 空間 粒子 濃度の 標準偏差の 算出 空間 粒子 濃度の 標準偏差 は， 次の 式 (C.3) によって 求める。 



1 



(x { -x) + ( x 2 - x ) -\- A-\-(x m -x)~ 



(m-1) 

ここに， ぶ： 空間 粒子 濃度の 標準偏差 
C.3.4 95 % 上側 信頼 限界 (UCL) の 算出 95% 上側 信頼 限界 (UCL) は， 次の 式 (C.4) によって 求める 



國 



95%UCL = 3c + / ( 



に， 



1,0.95) 



m-\,0.95)\ J ~ 

： 95 % 上側 信頼 限界の 係数 



■ 



95% 上側 信頼 限界の 係数^ _ 



) は， ス チュー デント t 分布に 基づき， 表 C.1 に 示す。 
表 C.1 95 % 上側 信頼 限界の 係数 



測定 点の 数 (m) 


2 


3 


4 


5 


6 


7-9 


1,0.95) 


6.3 


2.9 


2.4 


2.1 


2.0 


1.9 



著作権法 により 無断での 複製， ^載 等 は 禁止され ており ます。 
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附属 書 D (参考） 対象 粒径 範囲 外に ある 粒子 濃度の 表示 法 

D.1 基本 方針 対象 粒径 範囲が 0.1 未満 又は 5^tni を 超える 場合に は， 必要に応じて U 表示， M 表示に 
よる 清浄 度 レベル を 使用しても よい。 そのような 粒子の 最大 許容 濃度と 試験 方法の 選択 は， 使用者 ど 供給 
者との 協 K 事項で ある。 

D.2 粒径 0.1 iim 未満の 超 微粒子 一 U 表示 

D.2.1 適用 対象 粒径が 0.1 pni 未満の 超 微粒子 を 測定す る 場合に は， 適切な サンプリング 装置と 測定 手順 
を 用いる 必要が ある。 

測定 位置の 最少 値 は， B.4.1 に 従って 決める。 また， 最少 サンプリング 空気 量に は， 2 リットル （B.4.2) 
とする。 

D.2.2 U 表示の 形式 超 微粒子に 対する 清浄 度 レベルで ある U 表示 は， 単独で 用いても よいし， 空気 中 浮 
遊 粒子の 清浄 度 クラスに 対する 補足と して 用いても よい。 U 表示 は， 次の 形式で 表す。 

u U ； j) 

ここに， パ 超 微粒子の 最大 許容 濃度 （個/ m 3 )， 

y' 測定 最小 粒径 [計数 効率 50 %] (^im) 
例 U(140 000 ； 0.01 Jim) ： 0.01 fim 以上の 超 微粒子の 最大 許容 濃度が， 140 000 個/ m 3 である 清浄 度レ 

ベル を 表す。 

D.3 粒径 5 卜 m を 超える 粗大 粒子 一 M 表示 

D.3.1 適用 対象 粒径が 5 ^im を 超える 粗大 粒子 を 測定す る 場合に は， 適切な サンプリング 装置と 測定 手 
順 を 用いる 必要が ある。 粗大 粒子の 場合に は， 粒子の 密度， 形状， 体積 及び 空気力学 的 挙動の ような 要因 
を 考慮に 入れる 必要が ある。 また， 粗大 粒子に は， 繊維 状 粒子な ど 特定 要素に 着目す る 場合 も ある。 
D3.2 M 表示の 形式 粗大 粒子に 対する 清浄 度 レベルで ある M 表示 は， 単独で 用いても よいし， 空気 中 
浮遊 粒子の 清浄 度 クラスに 対する 補足と して 用いても よい。 M 表示 は， 次の 形式で 表す。 

M (a •， b); c 
ここに， " ： 粗大 粒子の 最大 許容 濃度 （個 /m 3 ) ， 
b ： 測定 対象 粒径 [等価 径] (pm) 
c: 測定 方法 

備考 繊維 状 粒子の 場合， "M te (ゆ); c" と 表示す る。 

例し M(10 000;>5^im); タイム ォブ フライ ト 粒子 計数 器： タイム ォブ フライ ト 粒子 計数 器で 粒径 5pm 
を 超える 粗大 粒子^ 度 を 測定 し た 清浄 度 レベルが 10 000 個/ m 3 である こと を 表す。 

例 2. M(l 000 ； 10〜20 |um) ； カスケ 一 ドィ ンパ クタ 及び 顕微鏡 法 ： カスケ一 ドィ ン パク 夕 及び 顕微 
鏡 法で 粒径 10〜20 の 粗大 粒子 濃度 を 測定した 清浄 度 レベルが 1 000 個/ m 3 である こと を 表す。 



著作 槲法 に 1 1 無断での 複製， 載. 等 は 禁止 さ れて お り ま す。 
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附属 書 E (規定） 逐次 サンプリング による 評価 法 



も L_l 甩範 を:^ ヒズリ _Z^fffiltH__l¥ 倾: tl> ま净 度え えろ おえ HlH^^l り 遺 塗な ええ^ 

E.2 評価 方法 

E.2.1 参照 値 逐次 サンプリング による 評価 方法 は， 計測した 累積 粒子 数と サンプリング 空気 量から 期待 
される 参照 値との 比較に よって 行われる。 
上限と 下限と を 表す 参照 値 は， 次の 式に よって 求められる （図 E.1 参照)。 
サンプリング 空気 量から 期待され る 累積 粒子 数 は， 式 （E.3) による。 

C H + (E.1) 

C L 二— 3.96 +1.03£ (E.2) 

E 二 V 小 C r (E.3) 





上限 参照 値 (個） 


C L 


下限 参照 値 (個） 


E 


サン プリン グ 空気 量 か ら 期待 される 累積 粒子 数 (個) 


V 


サン プリ ング 流量 (m 3 /s) 




サン プリ ング 時間 (S) 


c n 


浮遊 微粒子の 上限 濃度 (個/ m 3 ) 



丄^ よ ^ 判 ^友達-… 社麵_ き^ ^ffil^f^A 精 俊き^ sf: 穩！^ i ^え 亂^1ぶ.ズ丑2 上 I!—. 
多" き ft えで 画 鐘 は き_ 塞す 

a) ft 搬 されな I： 穩 iSI^ ぼ. itlUli 仝き-い H にめ …せ. ヒぇリ 上； ^ぎ^^え Q ^^も… 指定 液 

b) 社 通き n な 11きぽ敎が 上限 値ヌ は-さ な 上 煮 之ズリ ノ_グ ま n な^^ 避^ S 铮. 

c) 社 厘き n な よ gffit 下 厘 ffitp 閻^ あ 5 歴乞 リ.; ^ダ^ 纖俊 _ き ^iiSSl±l， 

d) 網赞き 星穩！ ^矛敎さ お o—に な な 魔 卓で し肚 極まお^ 差 11预 お^ KI^S: 合，… 指 室 遺體ぇ 
ラ ス 又は 濃度 限界 を 満足 したと する。 



溝 作 権 法に より 無断での 複製， 載 等は禁 ひ: されて おり ます。 
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5 10 15 20 

期待され る 累積 粒子 数 
図 E.1 逐次 サンプリング 方法に よる 合否の 領域 



〇 



計測され た累お 粒子 数 



著作権法 により 無断での ', ^載 等 は 禁止され ております。 



附属 書 1 (参考） JIS と 対応す る 国際規格との 対比 表 



JIS B 9920 ： 2001 ク リ 一ン ルームの 空気 清浄 度の 評価 方法 


ISO 14644-1 ： 1999 ク リーン ルームと 関連 制御 環境 （パート 1 
空気 清浄 度） 


| 1 ■ の 規定 


(II) 国際規格 番可 


(III) 国^規格の 規定 


(IV)JIS と国は 規格との 技術 

的 差異の 項目 ごとの 評価 及び 
その 内容 

表示 箇所： 本体， 附属 書 
表示 方法 ： 点線の 下線 


(V)J1S と 国 PSSf 各との 技 f/1、J 旳 差異の 


項目 
番号 


内容 


項目 
ラ 


内容 


項 目 ごとの 
評価 


技術的 差異の 
内容 


1 


適用 範囲 


ISO 14644-1 


1 


適用 範囲 


IDT 








引用 規格 








MOD/ 追加 




関連 JIS の 追加 


3 


ゥ. 生 
疋我 




2 


/Em 


IDT 






3.1 


一般 




2.1 


一般 


IDT 














クリーンルーム 


MOD/ 削除 




JIS Z 8122 に 内容が 含まれる。 










ク リーン ゾーン 


MOD/ 削除 




JIS Z 8122 に 内容が 含まれる。 










施設 


MOD/ 削除 




JIS Z 8122 に 内容が 含まれる。 


3.1.1 


清浄 度 クラス 




2.1.4 


清浄 度 クラス 


IDT 






3.2 


浮遊 微粒子 






浮遊 微粒子 


IDT 














粒子 


MOD/ 削除 




JIS Z 8122 に 内容が 含まれる。 


3.2.1 


粒径 






粒径 


IDT 












2.2.3 


粒子 濃度 


MOD/ 削除 




Hz 8122 に 内容が 含まれる。 




粒径 分布 




2.2.4 


粒径 分布 


IDT 








超 微粒子 




2.2.5 


超 微粒子 


IDT 






3.2.4 


粗大 粒子 






粗大 粒子 


IDT 






3.2.5 


繊維 状 粒子 






穩維状 粒子 


IDT 








粒径 範囲 以外の 粒 
子 濃度の 表示 方法 






粒径 範囲 以外の 粒子 濃度 
の 表示 方法 


IDT 






3.4 


占有 状態 




2.4 


占有 状態 


IDT 














役割 分担 


MOD/ 削除 




|z 8122 に 内容が 含まれる。 
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^ ^^B£: ゆ さ- c お o 卅呌。 



( I )JIS の 規定 


(II) 国際規格 番号 


(III) 国際規格の 規定 


(IV)JIS と 国際規格との 技術 
的 差異の 項目 ご と の 評価 及び 
その 内容 

表示 箇所： 本体， 附属 書 
表示 方法 ： 点線の 下線 


(V)JIS と 国 各との 技術的 差異の 

理由 及び 今後の 対策 


項目 

口- 

备万 


内容 


項目 

食— ラ 


内容 


項 目 ごとの 

5 平恤 


技術的 差異の 

円 谷 




その他 








MOD/ 追 力！] 




附属 書 E を 規定と した ことに 関連 
し 追加 


4 


清浄 度 クラス 




3 


清浄 度 クラス 


IDT 






5 


空気 清浄 度の 実証 




4 


空気 清浄 度の 実証 


MOD/ 選択 




附属 書 E を 規定と した。 


6 


粒子 計測 試験 及び 
試験 頻度 








MOD/ 追加 




クリーンルーム を 維持， 管理す る 
ために は， 粒子 計測 試験 と 試験 頻 
度と を 明確 にしておく 事が 必要で 
あ り ， ISO 14644-2 の 4.2 の 内容 を 

追加した。 


附属 書 A 
(参考） 


清浄 度ク ラス （表 1) 
の グラフ 表示 




附属 書 A 
(参考） 


清浄 度 クラス （表 1) の 
グラフ 表示 


IDT 






附属 書 B 
(規定） 


光 散乱 粒子 計数 器 
によ る 清浄 度ク ラ 
スの 評価 方法 




附属 書 B 
(規定） 


光 散乱 粒子 計数 器に よる 
清浄 度 クラスの 評価 方法 


MOD/ 追加 




予備試験に 当たって は， 予備試験 
項目 と 頻度 を 明確に してお く こ と 
が 必要で あ り ， ISO 14644-2 の 4.2 

の 内容 を 追加した。 


附属 書 C 
(規定） 


粒子 濃度 測定 結果 
の 統計 処理 




附属 書 C 
(規定） 


粒子 濃度 測定 結果の 統計 処理 


IDT 












附属 書 D 
(参考） 


清浄 度 クラス 計算 例 


MOD/ 削除 




計算 例 は 規格 上 特に 必要と しない 
ため， 計算 例 は 不要と した。 


附属 書 D 
(参考） 


対象 粒径 範囲 以外 
にある 粒子 濃度の 
表示 法 




附属 書 E 
(参考） 


対象 粒径 範囲 以外に ある 
粒子 濃度の 表示 法 


IDT 






附属 書 E 
(規定） 


逐次 サン プリ ング 
による 評価 法 




附属 書 F 
(参考） 


逐次 サン プリ ング による 
評価 法 


MOD/ 変更 




JIS B 9920 ： 1989 では 評価 方法 と 

し て 逐次 サ ン プ リ ン グ法を 規定 し 
ており， これとの 継続 性 を もたせ 
るた め， 参考で はなく 規定と して 
採用した。 
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JIS と 国際規格との 対応の 程度の 全体 評価 ： MOD 



備考 1. 項目 ごとの 評 fflS 欄の 記号の 意味 は， 次のと おりで ある C 



― IDT 技術的 差異がない。 

- MOD/ 削除 • • • • 国際規格の 規定 項 目 又は 規定 内容 を 削除 している。 

一 MOD/ 追加 •••• 国際規格 にない 規定 項 目 又は 規定 内容 を 追加して いる。 

― MOD/ 変更 • • • • 国際規格の 規定 内容 を 変更 している。 

― MOD/ 選択 • • • • 国際規格の 規定 内容 と 別 の 選択肢が あ る 。 

JIS と 国際規格との 対応の 程度の 全体 評価 欄の 記号の 意味 は， 次のと おりで ある c 

― MOD 国際規格 を 修正 している。 



ぶ 

■ 9920 : 2002 
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JISB 9920： 2002 

ク リーン ルームの 空気 清浄 度の 評価 方法 

解説 

この 解説 は， 本体 及び 附属 書に 規定' 記載した 事柄， 並びに これらに 関連した 事柄 を 説明す る もので， 規 
格の 一部で はない。 

この 解説 は， 財団法人 日本規格協会が 編集' 発行す る もので あり， この 解説に 関する 問合せ は， 財団法人 
日本規格協会へ お願いします。 

1. 改正の 経過 クリーンルームの 清浄 度の 評価 方法 は， 従来， 米国 連邦 規格 209 を 準用して きた。 この 
規格， JISB9920 は， 1975 年に （クリーンルーム 中に おける 浮遊 微粒子 測定 方法） として 制定され た 力、 
1989 年の J1S B 9920 改正に よって， （クリーンルーム 中に おける 浮遊 微粒子の 濃度 測定 方法 及び クリーン 
ルームの 空気 清浄 度の 評価 方法) と して， 我が国と しての 空気 清浄 度の 基準が 作成され た。 一方， ク リー 
ン ルーム 関連の 国際 基準で ある ISO の 基準 作成 は， 技術 委員会 TC209 が 組織され 検討され ている。 これ は 
ジ 匪ネ- ブ 及び チ ユーリッヒ で 開催 された ICCCS(lnternational Confederation of Contamination Control 
Societies) の SPCC (Standard and Practice Coordination Committee) での 検討 を 基に 1993 年に 設置され て いる。 
TC の 責任者 は 米国 ANSI(American National Standards Association), 技術的な 事務局 は 1ES (現 IEST ： Institute of 
Environmental Sciences & Technology) である。 我が国で は ICCCS 設立 当初 か ら メ ン バー と して 貢献して いる 
社団法人 日本 空気 清浄 協会 (JACA ： Japan Air Cleaning Association) が 工業技術 院 からの 委嘱 事業と して 活動 
に 参加 している。 現在 TC209 では 解説 表 1 に 示す よう な 八つ の WG が 分担 して ドラフト の 作成 を 進め ら れ 
ている。 空気 清浄 度に ついては ISO 14644-1 として 1999 年に 基準と して 交付され た。 

クリーンルームの 清浄 度の ISO 基準が 制定され たの を 受け， 平成 12 年， 工業技術 院 からの 委託に よつ 
て 社団法人 日本 空気 清浄 協会に JISB 9920 改正 原案 作成 委員会 （末尾 構成 表 参照） を 組織し， JISB 9920 
の 見直し を 行い， ISO の 基準 パート 1 を 基し 作業 を 行い， パート 2 の 内容 も 一部 含め， 新しい 基準 "クリ 
ーン ルームの 空気 清浄 度の 評価 方法" として 改正され た。 

解説 表 1 クリーンルーム 関連 ISO 基準 作成 項目 （案 を 含む） 

ISO 14044 cleanrooms and associated controlled environments 
― Part I : Classification of air cleanliness (ISO) 

― Part 2 : Specifications for testing and monitoring to prove continued compliance with ISO 14644-1 
(ISO) 

― Part 3 •• Metrology and test methods (CD) 

― Part 4 : Design, construction and start up of facilities (ISO) 

- Part 5 : Operations (DIS) 

― Part 6 : Terminology (CD) 

― Part 7 : Separative enclosures (clean air hoods, glove boxes, isolators and mini -environments) (DIS) 
― Part 8 Molecular cntamination (WD) 
ISO 14698 Cleanrooms and associated controlled environments ― Biocontamination control 

解 1 



著作権法に よ り 無断での 複製， 板 载等は 禁止され ており ます。 
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― Part 1 ： General principles and methods (FDIS) 

― Part 2 : Evaluation and interpretation of biocontamination data (FDIS) 

2. 改正 点の 概要 

2.1 適用 範囲 旧規 格で は， 適用 範囲 を クリーンルームと していた が， この 規格で は クリーンルーム 及 

び 関連 制御 環境と し， 適用 範囲 を 拡張した。 

2.2 清浄 度 クラス 及び 対象 粒径 旧規 格で は， 清浄 度 クラスの 範囲 を 1〜8 と 規定して いたが， この 規格 
では 清浄 度の 低い 方へ 1 クラス 拡張し， クラス 1 〜9 まで を 対象 クラスと した。 クラス 規定 0. 1 の 区切 り で 
中間の クラスの 規定 も 設定で きる よう になった。 

評価 対象 粒径 は， 旧規 格で は 0.1〜5pm の 範囲であった 力、 この 規格で は 対象 粒径 も 拡張され 0.1 よ 
り 小さい 粒径に 対して は， U 表示す る ことによって 設定で き， 5 ト im 以上の 粒径に 対して は M 表示 を 用い 
る ことによって 評価 対象 粒径 とする ことができる ようになった。 

2.3 測定 点の 数 旧規 格で は， 測定 点数の 最少 点数 を 6 点と し， 最多 点数 を 20〜30 点と 定めた が， この 
規格で は， 測定 点数 を クリーンルーム 面積 又は 気流 通過 面積の 平方根と して 求める 方法 を 採用した。 具体 
的に は， 計算され た 平方根 を 切り上げて 整数と して 測定 点数 を 求める 方法で あり， 最少 点数 は 1 点で ある。 
2.4 測定 回数 旧規 格の "正規の 評価 方法" では 測定 点に おける 測定 回数 を 最低 3 回と 規定して いた。 
こ の 規格で は 測定 点数 1 点の 場合 は 測定 回数 は 最低 3 回 必要で ある が, 測定 点数 2 点 以上の 場合 は， 測定 
回数 は 最低 1 回と 変更され た。 

2.5 評価 方法 旧規 格で は， "正規の 評価 方法" 及び クラス 4 以上 清浄な クラスで は "逐次 サン プリ ング 
評価 方法" も 使用で きた。 この 規格 も 旧規 格 "正規の 評価 方法" に 相当す る "光 散乱 式 粒子 計数 器に よる 
清浄 度 クラスの 評価 方法" （以後， "附属 書 B 法" とする） と クラス 4 以上 清浄な クラスで は "逐次 サン プ 
リング 評価 方法" が 適用で きる。 

この "附属 書 B 法" の 評価 方法 は， 測定 点数に よって 3 種類に 区分され る。 測定 点数 1 点のお 合 は， 最 
低 3 回 測定し， その 平均値が クラス 上限 濃度 以下で あれば， 適合と 判定され る。 また， 測定 点数が 10 点以 
上の 場合， 各 測定 点で 1 回 以上 測定し， 各 測定 点に おける 平均値が クラス 上限 濃度 以下で あれば， 適合と 
判定され る。 測定 点数が 2〜9 点の 場合， 旧規 格" 正規の 評価 方法" と 同様の 95 % 上側 信頼 限界が 計算 さ 
れ， 各 測定 点の 平均 濃度 及び この 95 %> 上側 信頼 限界が 上限 濃度 以下で あれば， 適合と 判断され る。 以上 
のように， 測定 点数の 数に よって 計算 体系が 異なって いる。 旧規 格で は， 測定 点数が 10 以上で も， 95 % 
上側 信頼 限界の 上限 濃度 以下 を， 適合の 条件の 一つと していた 力、 今回， 95 % 上側 信頼 限界に よる 評価 を 
不要と した。 

逐次 サ ン プリン グ 評価 方法 は， 旧規 格で は， 計測され た 粒子 数 を， ポ ァ ッ ソ ン 分布に 従 うとし て 評価 線 
図が 作成 さ れ ていた 力、 こ の 規格で は よ り 単純化 された， ワルド ミニ マックス 法に よ つて 評価 線 図が 作成 
された。 

2.6 予備試験 旧規 格で は， 規定され ていなかった 力、 この 規格で は "清浄 度の 評価" の 信頼性 を 向上 
させる ために， 清浄 度 試験に 先立ち， 予備試験， すなわち a. 風 量 又は 風速 試験， b. 差 圧 試験， c 誘引 リ 
ーク 試験， d. 設置され た フィルタの リーク 試験 を 行い， 仕様 どおり クリーンルームが 運転され ている こと 
の 確認 を 義務づけた。 

2.7 粒子 計測 試験 及び 試験 頻度 クリーンルームの 空気 清浄 度 クラス を 検証す るた めに 実施す る， 空気 
中 浮遊 微粒子 計測の 試験 条件 （試験 頻度 や 試験 方法） は， 指定され る 清浄 度 クラスに 応じて， 表 2 のよう 
になく され^。 しの H 式 験 条件 は， ISO 14644-2, Cleanrooras and associated controlled environments Part 2: 
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Specifications for testing and monitoring to prove continued compliance with ISO 14644-1 (ISO 14644-1 を検 § 正 

する ための 試験 及び モニタリングの 仕様書） を 基に 規定され た。 すなわち， 粒子 計測 試験の 頻度 （試験 間 
隔） は， 清浄 度 クラス 5 以下の 清浄な クリーンルーム では， 最大 6 か 月 ごとに， また， 清浄 度 クラス 5 を 
超える クリーンルーム では， 最大 12 か 月 ごとに， 通常 運転 時， 又は， 製造 装置 設置 時に， 附属 書 B に 示さ 
れる 方法に よって 試験され なければ ならない。 ただし， 対象と する クリーンルーム などに おいて， 浮遊 微 
粒子 度と 差 圧が， 連続 的に， 若し く は， 多 頻度 (60 分 以内) に モニタ リ ング されて いる 場合に は， 前述 
の 最大 試験 間隔 を 24 か 月まで 延長す る ことができる。 また， 附属 書 B で 規定す る 浮遊 微粒子の 計測 試験 
に 先立ち 必要と される， 予備試験の 条件 （試験 項目と 試験 頻度） についても， 上記と 同様に， [SO 14644- 
2 に 基づき， 表 B.1 に 示す ように 規定され ている。 すなわち， すべての 清浄 度 クラスの クリーン ルームに 
おいて， 通常 運転 時 又は 製造 装置 設置 時に， 風 量 又は 風速 試験， 及び， 差 圧 試験 を， 最大 12 か 月 ごとに， 
実施す る。 ただし， これらの 予備試験 は， 対象と する クリーンルーム などに おいて， 浮遊 微粒子 濃度と 差 
圧力、 連続 的に， 若しくは， 多 頻度 （60 分 以内） に モニタリングされ ている 場合に は， 最大 試験 間隔 を 24 
か 月まで 延長す る ことができる。 

3. 逐次 サンプリング による 評価 法 （附属 書 E) の 解説 

3.1 検出 粒子 数が 少ない 場合の 問題点 清浄 度の ク ラ ス 数が 小さ くなる と， 計測 粒子 数が 少な くな り， 

値の ばらつきが 大き く なる ため， クラス 判定が 難し く なる。 計測 粒子 数の 期待値が 20 以上と なる よう サン 
プリング 空気 量 を 確保す るに は， 長い 計測 時間が 必要と なる。 そこで 清浄 度が クラス 4 又は それより 清浄 
な クラス の 場合に， 統計的 手法に よ り 短い 時間で 判定が で き る 逐次 サ ン プリング による 評価 法の 適用が 認 
めら れ ている。 

3*2 逐次 サンプリング 評価 法の 考え方 

a) 粒子 計数 値の 度数分布 ある 空気の 計測 を 多数 回 行う と， 解説 図 1 に 示す ような， 粒子 計数 値の 度数 
分布が 得られる。 




解説 図 1 粒子 計数 値の 度数分布 

1 回 当たりの 計数 値が 小さい 場合の 分布 は， 母集団の 平均値、 （すなわち サンプリング 1 回 当たりの 期 
待 値） を 中心とする ポアソン 分布と なる。 任意の 乂 に対して 出現 確率が 危険 率 ど （例えば， 5 %) となる 
下限 参照 値ん 上限 参照 値 C H が ポアソン 分布から 求められ ている。 
注 下限 参照 値=下 側 限界 値， 上限 参照 値 二 上側 限界 値 
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b) 計測され た 粒子 数に よる 清浄 度 クラス 検定 上記の 関係 を 利用す る と， ある 空気の 1 叵 1 の 計測 値から， 
その 清浄 度 クラス を 検定す る ことができる。 

まず 清浄 度 クラスと 計測され た 粒子 数との 間に， 下記の 仮説 を 立てる。 

"1 回の 粒子 計測で， ある 計測 値が 得られた とき， その 計測 値 は 平均値 を ^ (目標 清浄 度 クラスの 上限 
濃度 空気 か ら 計算され る 期待値） とする 母集団 か ら 得られた ものである。 " 

次に 実際に 計測 を 行い， 計測 値が (^以下で あれば， 仮説 は 危険 率 ど /2 で 棄却され るので， その 空気 は 目 
標 清浄 度 クラス 適合と いえる。 また， 実際の 計測 値が C H 以上で あれば， 仮説 は 危険 率 f/2 で 棄却され るの 
で， 母 平均 は W p 以上と 推定され， 清浄 度 クラス 不適 合と いえる。 

c) 逐次 サンプリング 計測 値が なと C H との 間の 値で あれば， 判定 を 下す こと はで きないので， 再び 計 
測 を 続行し， サンプル 量 を 増やした 有利な 条件 下で 再度 判定 を 繰り返す。 この 逐次 サン プリ ング によ 
る 判定 法 は， 対象 空気が 目標 清浄 度に 対し 十分な 余裕 を もっている 場合に， 測定 時間 を 短縮で きる メ 
リットが ある。 

3.3 Wald-MiiiUnax 法の 採用 従来 規格に 採用され てきた 逐次 サンプリング 評価 法に は， 次の 2 種類が 検 

討され ている。 

a) ポアソン 分布に 基づく 信頼 区間 法 JIS B 9920 (1989 年） に 採用され た 方法 

b) Wald-Minimax 法 米国 Fed.Std.209E(1992 年） に 採用 さ れた 方法。 

ISO 14644-1 の 審議 過程に おいて， 両方 式が 比較 検討され た。 数学的に は a) の 方が 原理 的で ある 力、 b) 

は， 一次 式で 表せる 簡便 さ を もっている。 両方 式 を 数値計算 によって 比較 （文献 1) すると， 両方 式から 
求まる 清浄 度 評価 結果 はかなり 近い ことから， 式が より 簡単な b) が 採用され た。 これに 伴い， 新 J1S も 
Wald-Minimax 法 を 採用 する ことと なった。 

(文献 1) 藤 井， 湯 浅， 今 井田， 西 村， 田 村： クリーンルーム における 逐次 検定 法の 特性， 日本 建築学 会計 画 系 論 
文集 第 455 号 ppH- 22， 1994.1 

3.4 従来 JIS 規格との 相違点 

a) 方式 "ポアソン 分布に 基づく 信頼 区間 法" から "Wald-Minimax 法" に 簡素化 された。 

b) 表現形式 従来は 数 表と 線 図 （曲線） で 表されて いた 力、 数式と 線 図 （直線） で 表される ようになつ 
た。 

c) 線 図の 横軸 従来は 清浄 度 クラス ごとに 規定され た" 累積 サンプリング 空気 量" を 横軸と していた が， 
新しい JIS では "期待され る 累積 粒子 数" として， 縦軸と 単位 （個） を そろえ， 統計 原理 を 分かり や 
すくした。 

3.5 式と 図表の 使い方 （例題） 



a) 



例題 



(例題） 対象 空間が "クラス 3; 対象 粒径 0.1 (1 000 個/ m 3 )" に 適合して いるか どうか を， 逐次 サン プリ 

'グ 法で 評価せ よ。 

ここで 使用す る 粒子 計数 器の 流量 は V = 0.0283m 3 /min (0.000472 m 3 /s) (1 ft 3 機） とする。 
評価 は サン プリ ング 時間/ =10s ごとに 行う ものと する。 



b) 



計測 前にお ける 参照 値の 計算 解説 表 2 に 計算 結果 を 示す。 ® サンプリング 時間/から ② 期待され る 
累積 粒子 数 （個） を 求め， 次に 式 又は グラフから， ③ 上限 参照 値 （個） 及び © 下限 参照 値 （個） を 求 

める。 
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解説 表 2 (例題） 流量 0.028 3 m 3 / m i n (lft 3 機) で クラス 3 を 評価す る 場合の 上下 限 参照 値 



(I) サン プリ ン 
グ時問 圍 


② 期待され る 
累積 粒子 数 （個） 


③ 上限 参照 値 （個） 

(この 整数 値 以上なら クラス 
不適 合） 


④ 下限 参照 値 〔個） 
( こ の 整数 値 以下な ら クラス 適合） 




E=V' fC n 
= 累積 流量 • 1 000 
(式 E.3) 


C H = 3.96+L03£ T (式 E.1) 


C L =~ 3.96+1. 03 £ (式 欄 


(1 回目） 10 


4.7 


9 (8.8) 


(0.9) 


(2 回目） 20 


9.4 


14(13.7) 


5 (5.8) 


(3 回目） 30 


14.2 


19(18.5) 


10(10.6) 



注 括弧 内が 計算 値で あるが， 粒子 数 は 整数 値と して 計測され る。 

c) 計測 時に おける 逐次 判定 解説 図 2 に 例題の 条件 下にお ける 計測 例 を 示す。 



1 回目の f 値に 対して、 
計測され た 累積 粒子^ が. 
■ ならば 適合 
釅 9 以上なら ば 不適 合 
■ その 間なら ば 測定 を 継続 




期待され る 累積 粒子 数 ど 



解説 図 2 (例） 逐次 サンプリング 法で クラス 3 を 評価す る 場合 （流量 1 が 機の 計測 器 使用 時） 

1 回目の 期待値 は 4.7 個で あり， 計測 値が 個なら ば 適合， 9 個なら ば 不適 合と 判定す る。 計測 値が その 
中間で ある 場合 は， 判定し 兼ねる ので， サンプリング を 続行す る。 2 回目の 測定までに 計測され る 累積 粒 
子 数 は 増加す るか も しれない が， 期待値お も 參照値 も 大きく なる ため 判定 はされ やすく なる。 

サンプリングと 評価 は， 適合 又は 不適 合が 確定す るまで 続ける。 ただし， 期待され る 累積 粒子 数 £ が 20 
になった 時点で， 計測され た 累積 粒子 数が 20 以下の 場合 は 適合と 判定す る。 



4. 計算 例 

ISO 14644-1 Annex D に 出て くる 計算 例 を 解説に 追加 してお く。 
ISO 14644-1 ： 1999 (E) 
附属 書 D (参考） 
清浄 度 クラス 計算 例 
D.1 例 1 

D.1.1 面積 (めが 80 m 2 のク リーン ルーム を 考える。 規定され た 清浄 度 クラスとの 適合 性 は 通常 運転 時で 決 
定 される ものと する。 規定され た クリーンルームの 清浄 度 クラス は ISO クラス 5 である。 
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D 丄 2 考慮す る 二つの 粒子 径は 0.3 ド 01(1)0 と 0.5 ひ m(D 2 ) である。 

a) 上記の 粒子 径は いずれも ISO クラス 5[3.3c) と 表 1 参照] の 寸法 範囲 内に ある ： 0.1 は m^0.3|im， 0.5 ゆ 
jim 

b) 粒子 径 比の 必要条件， Z) 2 ^1.5ZM3.3c) 参照] を 満たす ： 0.5 jnm^(1.5 X 0.3 ゆ m=0.45 [im) 
D.1.3 粒子 濃度の 上限 値 は， 式 (1) に 従って 計算され る (3.2 参照)。 

0.3 11111(1),) 以上の 粒子に ついて ： 

C, '二 (0.1/0.3) 2O8 X 10 5 =10 176 (D.1) 

端数 を 丸めて 10 200 個/ m 3 
0.5 ^tm(Z) 2 ) 以上の 粒子に ついて ： 

C, 尸 (0.1/0.5) 2 08 X 10 5 =3 517 (D.2) 

端数 を 丸めて 3 520 個/ m 3 
D.1.4 測定 点の 数 は 式 (B.1) に 従って 求められる (B.4.1.1 参照)。 

N L =J~A =780 =8.94( 丸めて 9) • (D.3) 

したがって， 最少の 測定 点 は 9 である。 測定 点の 数が 10 以下で あるから， 附属 書 C による 95%UCL の 
計算が 適用で きる。 

D.1.5 サン プリ ング 空気 量 に s (リ ッ トル) は， 式 (B.2) に 従って 計算され る （B.4.2.1 参照)。 

に s 二 20xl 000/C,', w ••••• (D.4) 

-20x1 000/3 517 
=5.69 リ ッ ト ル 

この結果 は 2 リ ッ トルよ り 大き く， 選定され た サン プリ ング 空気 量 は 1 分 間 当たり 28 リ ッ トルであった 
(通常の 光 散乱 式 粒子 計数 器の 流量)。 
この 選定 は， 次に 基づく。 

a) V>2 リ ッ 卜 ル (B.4.2.2 参照） 

b) C /v >20 個/ m 3 (B.4.2.1 参照） 

c) サン プル 時間^ 1 分 (B.4 丄 2 参照） 

D.1.6 各 測定 点で， 一回の サンプリング (28 リットル) を 行う。 測定値 は， 次に 記録され る (B.5.U 参照)。 
測定 点 粒子 数 (^0. 3 阿） 粒子 数 (^0. 5 ,) 

1 245 21 

2 185 24 

3 59 

4 106 7 

5 164 22 

6 196 25 

7 226 23 

8 224 37 

9 195 19 

D 丄 7 生 データ (D.1.6) から， 1 m 3 当たりの 粒子 数 《が 計算され る。 
測定 点 A;.S0.3|Lim X ; >0.5 Jim 

1 8 750 750 

2 6 607 857 
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3 2 107 

4 3 786 250 

5 5 857 786 

6 7 000 893 

7 8 071 821 

8 8 000 1 321 

9 6 964 679 



0.3^im 及び 0.5^im に対して 計算され た 濃度 は D.1.3 に 定めた 上限よ り 小さい。 これ は クラス 分けの 最初 
の 部分 (B.6.1) を 満足し， したがって 附属 書 C による 95%UCL の 計算に 進む ことができる。 
D.1.8 各 測定 点での サン プリ ングは 一回で あり， 各 点の 平均 粒子 濃度 を 表して いるので， 式 (C.1) による 平 
均 濃度の 計算 は 必要と しない (C.2 参照)。 平均値の 全体 平均 は， 式 (C.2) によって 計算され る (C.3.2 参照)。 



0.3 |im 以上の 粒子に ついて ： 

ズ =(1/9) X (8 750+6 607+2 107+3 786+5 857+7 000+8 071+8 000+6 964) (D.5) 

-(1/9) X 57 142 
=6 349.1 丸めて 6 349 個, m 3 
0.5 jLim 以上の 粒子に ついて： 

x=(l/9)X (750+857+0+250+786+893+821+1 321+679) • (D.6) 

二 （1/9) X 6 357 

= 706.3 丸めて 706 個/ m 3 



D.1.9 全 測定 点に お ける 平均 粒子 濃度の 標準偏差 は， 式 (C.3) に よ つ て 計算され る (C.3.3 参照)。 
0.3 (am 以上の 粒子に ついて ： 

■ (1/8) X [(8 750-6 394) 2 +(6 607-6 349) 2 +(2 107-6 349) 2 +(3 786-6 349) 2 +(5 857-6 349) 2 + 



(7 000-6 349) 2 +(8 071-6 349) 2 +(8 000-6 349) 2 +(6 964-6 349) 2 ] • • (D.7) 

=37 130 073/8 

= 4 641 259.1 丸めて 4 641 259 

^=74 641259 • (D.8) 

=2 154.4 丸めて 2 154 個/ m 3 
0,5 |im 以上の 粒子に ついて ： 

,r = (l/8)X[(750-706) 2 +(857-706) 2 +(0-706) i +(250-706) 2 +(786-706) 2 +(893-706) 2 + 

(82 1 -706) 2 +( 1 321 - 706) 2 +(679-706) 2 ] (D.9) 

=】 164 657/8 

= 145 582.1 丸めて 145 582 

V145 582 
= 381.6 丸めて 382 個/ m 3 



■10 95 % 上側 信頼 限界 (UCL) は， 式 (C.4) から 計算され る (C 丄 4 参照)。 平均値の 数 は w=9 であるから， 



表 1.1 か ら t 分布 は /=1.9 である。 

95 %UCL(^0.3jLUn) 二 6 349+1.9(2 154/V9 ) •• (D.11) 

二 7 713.2 丸めて 7 713 個/ m 3 

95 %UCL(^0.5 ^im) 二 706+1. 9(382/ >/9 ) • •• (D.12) 

= 947.9 丸めて 948 個 Zm 3 



解 7 
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D.1.11 結果の 評価 は B.6.1 に 従って 行われる。 D.1.7 で， 各 測定 点の 粒子 濃度 は 規定され た クラスの 上限 値 
よ り も 小さい ことが 示された。 D.1.10 で， 95%UCL の 計算 値 も D.1.3 で 求めた クラスの 上限 値よ り も 小さ 
いこと が 示された。 

したがって， クリーンルームの 浮遊 微粒子の 清浄 度 は， 要求され る 等級 を 満足す る。 



D.2 例 2 

D.2.1 こ の 例 は， 95 %UCL の 値が 結果に 及ぼす 影響 を 示す た めに 構成され ている。 

クリーンルーム は， 通常 運転 時で ISO クラス 3 の粒子清浄度と規定される。 測定 点の 数 は， 5 と 定めら 

れた。 測定 点の 数が 1 以上で 10 以下で あるから 附属 書に よる 95 %UCL の 計算が 適用で きる。 
一つの 粒子 径 (D^O.l 卜 m) だけ 考慮され る。 

D.2.2 ISO クラス 3 の 0.1 ひ m 以上に おける 粒子 濃度の 上限 は， 表 1 から 求められる。 
C ズ^ 0.1 |lni)=l 000 個, m 3 

D.2.3 各 測定 点で 一回の サンプリング を 行う （B.5.1.1)。 各 測定 点の 1 m 3 当たりの 粒子 数 《 が 計算され， 以 

下に 記録され る。 

測定 点 A}^ 0.1 jim 

1 926 

2 958 

3 937 

4 963 

5 214 

0.1 jim における 濃度 値 はいずれ も D.2.2 に 定められた 上限 値よりも 小さい。 この結果 は クラス 分けの 最 
初の 部分 (B.6.1) を 満足し， したがって， 附属 書 C による 95 %UCL の 計算に 進む ことができる。 
D.2.4 平均値の 全体 平均 は ， 式 (C.2) によって 計算され る (C.3.2 参照)。 

X=(1/5)X (926+958+937+963+214) • (D.13) 

=3 998/5 

= 799.6 丸めて 800 個, m 3 
D.2.5 測定 点の 平均値の 標準偏差 は， 式 (C.3) に よって 計算され る (C.3.3 参照)。 

^ 二 （1/4)[(926- 800) 2 +(958-800) 2 +(937-800) 2 +(963-800) 2 +(214-800) 2 ] (D.14) 

=429 574/4 

= 107 393.5 丸めて 107 394 

、二 VT07 394 =327.7 (D.15) 

丸めて 328 個/ m 3 
D.2.6 95 %UCL は， 式 (C.4) よって 計算され る （C.3.4 参照)。 
平均値の 数 は w 二 5 であるから， t 分布 は 表 C.1 からお 2.1 

95 %UCL = 800+2. 1(328/ V5 ) (D.16) 

二 1108 個, m 3 

D.2.7 すべての 測定 点の 粒子 濃度 は， 規定され た クラスの 上限 値 (D.2.2) よ り も 小さい。 

しかしながら， 95% 上側 信頼 限界の 計算 値 は， クリーンルームの 浮遊 粒子の 清浄 度が 規定され た 等級 を 
満足し ない。 

この 例 は 一個の 中心 値 を 離れた 低い 粒子 濃度が 95 %UCL テストの 結果に 及ぼす 影響 を 説明した もので 

解 8 
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ある。 

空気の 清浄 度 クラスの 不適 合が 95 %UCL の 適用に よって 生じ， 一個の 低い 粒子 濃度に 起因す る もので 
あるから， 不適 合 を 撤回で きる かどう か を 決める ために， B.6.2 に 述べた 手順に 従っても よい。 



JISB9920 原案 作成 委員会 構成 表 



(オブザーバ） 
(事務局） 







氏名 




所/ 禹 




土 
口 


澤 




臼 


^！知 淑徳 大字 




浅 


田 


WL 


峡 

rm 


福 井 エ^ S 大字 




擾 


原 


•ZTX 

m 


— P 

正 


産業 抆 f/&fe 、合 研究所 


〇 


腺 


井 


W 




東が、 工業 大字 大^ P 兀 




横 


地 






東海 大学 丄宇部 




佐々 木 




伸 


ま 済 厘 菜 ii 機械 1 冃-ま S 業 局 




橋 


本 




ヽ松 
進 


n ュ in 、、小 1 「i ~Jr* +r \fy +カ yv 

財 団 法人 日 本 規格 協会 


◦ 


/| 二 1 


井 


A 


兀 


|z|| 尸つ ヒー ェム 株：!^ 会ネ土 


◦ 


鈴 


木 


艮 


延 


C^fe 1 レ ズ -ぉ ミル M —— 1- 八 +丄 

屑 水 建 ii 殳抹 A 会社 


八 
◦ 


諷 




好 


ま r 
央 




◦ 


足 


XL 


和 


美 


株式会社 日 乂 製作/^ T 


〇 


横 


幕 


博 


行 


富士 電機 株式会社 


〇 


岡 


田 


孝 


夫 


曰 本 クリーン テック 株式会社 


〇 


は- 1 


路 


幸 


郎 


株式会社 テク ノ菱和 


〇 


佐 


勝 


行 


成 


株式会社 日本 カノ マックス 技術 研究所 


〇 


川 


又 






日本 エアー テツ ク 株式会社 


〇 


猿 


山 


政 


雄 


近 藤 工業 株式会社 


〇 


野 


崎 


雄 


幸 


日本 無機 株式会社 


〇 




条 


和 


夫 


リ ォ ン 株式会社 


〇 


奥 


井 


敬 




ニッタ 株式会社 


〇 




上 


壯 


介 


ミ ドリ 安全 株式会社 




穗 


山 




治 


経済 産業 省 産業 技術 環境 局 


〇 


嶋 


津 


和 


雄 


社団法人 日本 空気 清浄 協会 


備考 〇 印 は， 分科会 委員 を 兼ねる。 



解 9 



著作権法 によ り 無断での 複製， ま 1 は 禁止され ており ます。 



★ 内容に ついての お 問合せ は， 標準 部標熾 調査 課 [FAX(03)3405-5541 TEL(03)5770-1573] へご邋 
絡く ださい。 

★JiS 規格 紫の 正誤 票が 発行され た 合 は， 次の 要領で ご 案内いた します。 

(1) 当 協会 発行の 月刊誌 "^，化 ジャーナル" に， 正， 誤の 内容 を 掲載いた します。 

(2) 原則として 毎月 第'3 火 曰に， "Id 経 産業 新 問" 及び "日刊 ェ《 新 lit の JIS 発行の 広告欄 
で， 正澳 栗が 発行され た JIS 規烙 番号 及び 規格の 名称 をお 知らせい たします。 

なお， 当 協会の JIS 予約者の 方に は， 予約され ている 部門で 正^お が 発行され たお かお， lrl# 
的に お送りい たします。 

★JIS 規 格 票 の ご 注 文 は， 齊 及 $ % 部 カス タマ 一サービス 裸 [TEL(03)3583-8002 
FAX(D3)3583-0462] 又は 下 ifi の 当 協会 各 支部に おきましても ご注文 を 承って おります ので， お 
申込みく ださい。 



J1SB9920 

ク リーン ルームの 空 WW ゆ 度 のぼ 俩 方法 

や : 成 14 年 9 月 30 日 第 〖 刷^ 行 
平成 15 年 8 S 10 曰 %1 刷^ 行 

ml 坂"" 

^ 行 所 
法人 日本規格協会 

1=107-8440 « 京都 港 区 赤 坂 4 丁目 卜 24 



礼幌 支部 1=060-0003 札^ 山' 巾央ぽ 北 3 3 T 目 1 札榥大 1" ド h 命 ビル 内 
TEL (0 H)26l -004S FAX (01 1 )22 1 *402O 
観 ： 02760-7-1351 

東北 支部 干 卯0-00 14 {^i^inmi^^mzrn 5-22 ^^am w^tim 

TEL (022)227- 幻 36< 代-お） FAX (022)266-0905 
娠 ； 02200^41^6 

名古歷 支部 〒460-0008 名 古 S 市' 卜 区^ 2 丁目 6-1 白 川 ビル 別 ^内 
TEL<052)22 卜 S3I6( 代表） FAX (052)203 -4S06 
%<¥i ： 008OO-2-23283 

閱西 支部 〒541-0053 人: ぉ^ 屮央区 本 《1 3 丁目 4-10 本 町 野 W ビル 内 
TEL (06)626 l -K086(f^ お） FAX (06)6261-9114 
K 替 ： 00910-2-2636 

広 島 支部 〒730-0011 広 島 市中 区 基 町 5^4 広 ft 商 上^ ぷ所 ビル 内 
TEL (082)221-7023, 7035, 7036 FAX (OS2)223-756S 
feiH ： J 340-9-9479 

四国 支郎 〒760-0023 ^忪巿 ^町 2 T 目 2-10 JPR^ 松 ビル 内 
TEL (087)82 1 -785 1 FAX (087)82 1-3261 
： J 6^0-2^3359 

福 岡 支部 〒K に^ 025 福闳巿 お 町い 31 か; (卞ふ化 ま】 ビル 内 
TEL (092)2K2^9O«O FAX <092)282^I 18 
議替 ： OI790-S-21632 



Primed in Supan SI 

2009-04-13 SW 



X 作^法-によ りお 断での？ fi«i， ^板^ は， Ih されて おり ます。 



JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD 



Classification of air cleanliness for 

clssnrooms 



JIS B 9920 :2 観 



(JACA/JSA) 



Revised 2002-09-20 



Investigated by 
Japanese Industrial Standards Committee 



Published by 
Japanese Standards Association 

定価 1，890 円 (本体 1， 麵 痛 



ICS 13.040.35 

Reference number ： JIS B 9920:2002 (め 



IF 作 W 法に より ，断での WW, はお i ト されて おり ます- 



